Tato prace se zabyva dvéma velmi modernimi metodami pouzivanymi pro zkoumani svéta
v men$im nez mikro métitku. Prvni z nich je tzv. AFM (mikroskopie atomarnich sil), pouzivana
pro méteni topologie vzorku az na atomarni irovni. Druhou je mikro-spektroskopie pouzivana
pro zkouméani charakteru emisnich spekter nanocastic. Cilem této prace je spojit ob¢ tyto
metody tak, aby bylo mozné detailné proméfit velikost a tvar nanocastic a souc¢asné¢ zkoumat
jejich emisni spektrum.

V prvni casti prace podrobné predstavuji obé metody, Ctenatri predkladam jejich
principy, vyhody a pouziti. V druhé ¢asti popisuji provedena ptipravna métreni — jako je délkova
a smérova kalibrace kamer meéfici soustavy a vybér vhodné podlozky pod vzorek. V zavéru
druhé casti odvozuji a poté predkladdm mnou navrzeny postup.

Postup sestava z20 krokd a sjeho vyuzitim bude mozné podrobnéji studovat
luminiscen¢ni zafeni pochazejicich z nanometrovych zdroji, pfedevsim zkoumat jeho zavislost
na tvaru a velikosti nanocastice. Velmi slibnou jé také moznost méfit vliv vzdalenosti dvou

nanocastic na jejich emisni spektra.



